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  1T-1C로 구성되는 기존의 dynamic random access memory (DRAM)는 데이터를 저장하기 위

해 적절한 커패시턴스를 확보해야 한다. 따라서 커패시터 면적으로 인한 집적도의 한계에 직

면해있으며, 이를 대체하기 위한 새로운 DRAM인 1T- DRAM이 연구되고 있다. 기존의 DRAM
과 달리 silicon-on-insulator (SOI) 기술을 이용한 1T-DRAM은 데이터 저장을 위한 커패시터가 

요구되지 않는다. 정공을 채널의 중성 역에 축적함으로서 발생하는 포텐셜 변화를 이용하며, 
이때 발생하는 드레인 전류차를 이용하여 ‘0’과 ‘1’을 구분한다. 기존의 완전공핍형 평면구조

의 1T-DRAM은 소스 및 드레인 접합부분에서 발생하는 누설전류로 인해 ‘0’ 상태의 메모리 

유지특성이 열화되는 단점을 가지고 있다. 따라서 메모리의 보존특성을 향상시키기 위해 소스/
드레인 접합 역을 줄여 누설전류를 감소시키는 구조를 갖는 1T-DRAM의 연구가 필요하다. 
또한 고유전율을 가지는 Si3N4를 이용한 oxide-nitride-oxide (ONO)구조의 게이트 절연막을 이

용하면 동일한 두께에서 더 낮은 equivalent oxide thickness (EOT)를 얻을 수 있기 때문에 보다 

저 전압에서 1T-DRAM 동작이 가능하여 기존의 SiO2 단일층을 이용한 1T-DRAM보다 동일 전

압에서 더 큰 sensing margin을 확보할 수 있다. 본 연구에서는 누설전류를 감소시키기 위하여 

소스 및 드레인이 채널위로 올려진 recessed channel 구조에 ONO 게이트 절연막을 적용한 

1T-DRAM을 제작 및 평가하고, 본 구조의 1T-DRAM적용 가능성 및 ONO구조의 게이트 절연

막을 이용한 sensing margin 개선을 확인하 다.
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